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Компания Speedline Technologies 
известна своими высококачественны-
ми системами визуального контроля, 
которые применяются в установках 
трафаретной печати, выпускаемых 
под брендом MPM. Эти системы со-
держат оптику высокого разрешения, 
способную обеспечить точную ориен-
тацию и распознавание паяльной па-
сты. В системе визуального контроля 
RapidView эти функции были усовер-
шенствованы за счет увеличения зоны 
просмотра и улучшения разрешения, 
резкости и контрастности по сравне-
нию с системами предыдущего поко-
ления.

Отраслевой тренд роста исполь-
зования устройств со сверхмалым 
шагом выводов определил спрос на 
более быстродействующие и точные 
системы визуального контроля. Из-
мерения качества нанесения пасты 
для 2D-инспекции, а также детек-
тирование перемычек на корпусах со 
сверхмалым шагом выводов требует 
прецизионной измерительной систе-
мы, позволяющей получить высоко-
контрастностное изображение и ми-
нимальные геометрические искаже-
ния.
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Система визуального контроля RapidView

В статье описаны особенности прецизионной системы визуального контроля RapidView компании Speedline 
Technologies, которая обеспечивает высокую скорость и точность определения качества нанесения паяльной па-
сты и детектирования перемычек. 

Искажения являются одной из 
наиболее сложных проблем, кото-
рые ограничивают точность изме-
рений. Искажения представляют 
собой процентную разницу рассто-
яния между центрами точек изобра-
жения и этим же расстоянием, изме-
ренным на свободном от искажений 
изображении. Все системы техни-
ческого зрения принтера MPM со-
держат камеры с телецентрически-
ми линзами, чтобы снизить или ис-
ключить какие-либо искажения. В 
системе RapidView эта технология 
была усовершенствована, что позво-
лило получить еще лучшие резуль-
таты.

Улучшения, реализованные 
в  системе RapidView

–– Значительное увеличения числа 
пикселей или поля зрения.

–– Поле  зрения  имеет  размеры 
14,4×19,3 мм — в три раза больше, 
чем в стандартной камере.

–– Более высокая резкость и кон-
трастность пасты увеличивает 
разрешение мелких деталей.

–– Ультрасовременное  оптическое 
покрытие обеспечивает макси-

мально возможную контраст-
ность

–– Уменьшенные искажения.
–– Равномерное освещение плоско-

сти изображения.
–– Укороченное время экспозиции и 

увеличенное поле зрения позво-
ляют увеличить пропускную спо-
собность.

В таблице 1 сравнивается поле зре-
ния обычной системы и системы визу-
ального контроля RapidView.

Усовершенствования, реализован-
ные в системе визуального контроля 
RapidView, идеально подходят для рас-
познавания мелких объектов из-за бо-
лее высокого разрешения, сниженных 
искажений и увеличенной резкости 
изображения.

Для проверки возможностей ка-
меры RapidView точно идентифи-
цировать контрастность и текстуру 
паяльной пасты, содержащей более 
мелкозернистый металл, были про-
ведены следующие тесты. Были вы-
браны восемь типов паяльных паст 
от шести разных производителей. Ис-
пытания были выполнены на следу-
ющих типах паст: водорастворимые, 
безотмывочные, бессвинцовые и эв-

Таблица 1. Сравнение параметров обычной системы контроля и системы RapidView

Обычная 
система

Система 
RapidView

Коэффициент 
изменения Значение параметра

Число пикселей 652×494 1040×1392 4,5 Больше пикселей

Поле зрения, мм
Ширина Высота Ширина Высота

3,07 Больше поле зрения
10,67 8,83 14,45 19,35

Разрешение 16,8 мкм/пиксел 13,9 м км/
пиксел 1,21 Более высокое разрешение

Диаметр точки (RMS) 3,7 мкм 2,8 мкм 1,32 Более резкое изображение

Искривление поля изображения 0,3 мм 0,1 мм 3 Более плоское изображение

Максимальное искажение сетки 0,0533% 0,0230% 2,32 Меньше искажения

Таблица 2. Типы тестируемых паяльных паст

Паяльная паста Величина 
усиления

Тип 3: эвтектическая паста; 90-3-M13; 
62-36-2 1,74

Тип 3: водорастворимая паста; 90% M 1,64

Тип 4: бессвинцовая паста; 88,25% M 2,57

Тип 4: бессвинцовая паста; 88,5% M 2,90

Тип 4: бессвинцовая паста 1,96

Тип 4.5: бессвинцовая паста; 87,75% M 2,78

Тип 5: 81% M; (дозируемая) 2,82

Тип 6: 80% M; (дозируемая) 3,71
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тектические. Были протестированы 
пасты с различной степенью дисперс-
ности — от пасты типа 3 до типа 6; па-
сты типов 5 и 6 — это дозируемые па-
сты с содержанием металла 81 и 80% 
(см. табл. 2).

Изображения были получены в 
двух точках печатной платы и для 
каждого образца были собраны дан-
ные после нанесения отпечатков па-
яльной пасты.

Наиболее достоверным методом 
измерений, позволяющим опреде-
лить способность системы визуаль-
ного контроля детектировать пасту, 
являются данные, полученные при 

нанесении паяльной пасты. Вели-
чина «усиления» показывает степень 
затруднений, которые испытывает 
система при определении текстуры 
и четкости паяной пасты. Чем боль-
ше величина усиления, тем труднее 
распознать частицы паяльной па-
сты. Считается, что степень сложно-
сти распознавания текстуры близка к 
предельной, когда значение усиления 
равно 4 и выше.

Для всех протестированных ти-
пов паст величина усиления оказа-
лась значительно меньше 4, и даже 
паста типа 6 успешно прошла испы-
тания, демонстрируя способность си-

стемы контроля успешно распозна-
вать текстуру пасты. На рисунках 1 и 
2 показано, насколько хорошо система 
визуального контроля RapidView рас-
познает различные паяные пасты, на-
несенные в процессе испытаний.

Из полученных результатов мож-
но заключить, что последние усовер-
шенствования в технологии распоз-
навания с помощью камер с увели-
ченным полем зрения существенно 
улучшили возможности системы 
RapidView по детектированию пере-
мычек, особенно при использовании 
новых типов мелкозернистых паяных 
паст.

Рис. 1. Распознавание паяльной пасты типа 4 с помощью системы визуально-
го контроля RapidView

Рис. 2. Распознавание паяльной пасты типа 6 с помощью системы визуально-
го контроля RapidView

новости рынка
Серийное производство микросхем с проектными нормами 

90 нм может начаться на зеленоградском «Микроне» в апреле-мае. 
Об этом рассказал председатель совета директоров компании Ген-
надий Красников.

Сейчас оборудование, приобретенное в рамках реализации 
проекта 90 нм, уже смонтировано, идут пуско-наладочные работы. 
В этом имел возможность убедиться корреспондент Zelenograd.ru 
в ходе вчерашней уникальной экскурсии в работающие «чистые» 
помещения (ЧП) «Микрона». В частности, на участке фотолитогра-
фии удалось увидеть работающий по 90 нм «степпер» — установку, 
на которой проводится важный этап фотолитографии — засветка 
фоторезиста через маску. Заглянуть в новые чистые помещения, 
построенные для размещения дополнительного оборудования 
по проекту 90 нм, не удалось  — окна были занавешены, но они, 
по меньшей мере, существуют. Там будет проходить завершающая 
фаза процесса производства чипов — металлизация.

Сроки реализации проекта «90 нм» пока примерно соответ-
ствуют ранее заявленным планам: начало производства в декабре 
2011 года, выход на проектную мощность в июле 2012.

Конечными продуктами проекта станут чипы навигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS, промышленной электроники, а также чипы с 
расширенной функциональностью для биометрических паспортов 
и других персональных документов, банковских и социальных карт, 
SIM-карт и RFID-меток. Новые микросхемы будут обладать большей 
производительностью и объемом памяти, низким энергопотребле-
нием.

В рамках проекта использована лицензия компании 
STMicroelectronics на технологический процесс изготовления 
интегральных схем с нормами 90 нм. Однако «Микрон» сильно 
продвинулся и в создании собственных технологий, заявил Ген-
надий Красников, который полгода назад покинул должность ген-
директора ОАО «НИИМЭ и завод Микрон» и возглавил созданный 
«Центр развития наноэлектронных технологий», чтобы развивать 
направление R&D; заниматься и наукой, и коммерциализацией 
разработок.

Одной из разработок нового дизайн-центра, созданного на 
«Микроне», станет SIM-карта со встроенной электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП). Реализация дополнительных функций в уже при-
вычных SIM-картах как раз требует увеличения быстродействия, 
снижения энергопотребления, то есть перехода на меньший топо-
логический размер — с нынешних 130 на 90 нм. Геннадий Красни-
ков пояснил, что речь идет, к примеру, о применении технологии 
«низкопотребляемый КМОП».

При этом конкретного заказчика для SIM-карты с ЭЦП у «Микро-
на» нет. «Мы изучаем рынок и понимаем, что та же «симка», в том 
же ценовом диапазоне, но с возможностью электронно-цифровой 
подписи будет востребована. — говорит Красников. — Чем дальше, 
тем больше телефоны будут играть роль удостоверения личности, 
ЭЦП. Через некоторое время это будет стандарт для пользователей 
мобильной связи».

Зеленоград.ру

Cерийные чипы 90 нм, сделанные в Зеленограде, могут появиться 
уже в апреле


